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Introducao

SECM! permite a obtencdo de informacdes
localizadas sobre o fluxo de espécies em dentina’®,
bem como o estudo da cinética da dissolugdo acida
do esmalte, conhecida como eroséo dentéria. O
contato diario do dente com refrigerantes,
isotbnicos, condimentos e frutas ocasiona este tipo
de problema e conduz a perda quimica estrutural do
esmalte. Neste trabalho, SECM foi empregada para
guantificar a espessura de camada de esmalte
erodida apds contato com acido citrico.

Resultados e Discussao

e Tratamento da amostra de esmalte dentario:
Dentes bovinos foram extraidos, lavados, cortados e
polidos. Fita adesiva protetora foi aplicada numa
secdo da amostra antes da exposicdo em solugéo
de acido citrico 20 mM (pH 3,3). A amostra foi
exposta a solucdo por 40 minutos e apos remogao
da fita protetora foi feita a aquisicdo da primeira
imagem SECM. Em seguida, a amostra foi
novamente recoberta, permanecendo em contato
com a solucéo por mais 120 min para aquisicdo da
segunda imagem SECM.

e Curva de aproximacdo e imagem SECM do
esmalte polido: Para estimar a espessura da
camada de esmalte erodida apds o tratamento
acido, uma curva de aproximacao foi obtida sobre a
superficie de esmalte polido, como mostrado na
Figura 1(A). Um microeletrodo de Platina (r = 10 um)
(homemade) foi polarizado a -100 mV vs.
Ag/AQCI/KClisay € 0 mediador redox utilizado foi o
K;[Fe(CN)g] 15 mM em KCI 0,1M. Pode-se observar
um perfil de negative feedback, em que a corrente
tende a zero quando L se aproxima de zero.
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Figura 1. Curva de aproximacdo obtida sobre
esmalte (---) e curva de aproximagéo tedrica RG =
15,2 (—) (A); L = d/r. Imagem SECM obtida sobre
esmalte polido (B). d =5 um.
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O perfil da curva indica que a superficie do esmalte
atua como um substrato isolante e que tal espécie
pode ser utilizada como mediador redox, ja que nao
reage com o substrato. Em seguida, uma imagem
SECM foi obtida como mostrado na Figura 1(B),
podendo-se constatar que a superficie analisada é
plana, pois ndo houve variacdo significativa de
corrente durante a varredura.

* Imagens SECM do esmalte apds tratamento
acido: A Figura 2 mostra as imagens obtidas apés
tratamento acido mencionado. Um aumento na
corrente foi observado durante a varredura, o que
indica um aumento da distancia
microeletrodo/esmalte dentario devido o fendmeno
de negative feedback.
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Figura 2. Imagens SECM ap6s 40 min de erosdo (A) e
apdés 160 min de eroséo (B). d =5 um.

A espessura da camada de esmalte erodida pode
ser estimada utilizando a relacdo entre ifi,yx € L,
guando o microeletrodo esta proximo do substrato.
Assim, a reacdo de desmineralizagdo consumiu
uma camada de 8 e 14 um apds intervalos de 40 e
160 min, respectivamente.

Conclusodes

SECM se mostrou uma ferramenta bastante util
para a visualizacdo das mudancas topograficas do
esmalte dentario, sendo possivel estimar a
espessura de esmalte dentario consumida apés o
desafio erosivo em Acido citrico. Pode-se notar que
a desmineralizagdo do esmalte dentario é uma
reacao relativamente rapida.
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